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RESUMEN. Unas cien placas fotográficas obtenidas en el ESO por astrónomos 
del Observatorio Real de Bélgica fueron reducidas en el Observatorio de La 
Plata. La región estudiada está comprendida entre 10 he. y 24 hs. de as­
censión recta y -19° y -40° de declinación. Unas 1250 componentes de sis­
temas dobles y múltiples fueron poeicionadas con precisiones estimadas en­
tre ".2 y 1M.5. En ningún caso fue posible separar componentes más próximas 
que 3". En estos casos, la posición obtenida se refiere al fotocentro. 330 
sistemas estén en el rango de separaciones comprendido entre 3" y 20"; 84% 
del total coresponden a sistemas dobles, 13% a triples y 3% a sistemas con 
más de tres componentes. El método de reducción empleado es el de las 
constantes de placa al primer orden y las medidas fueron realisadas con una 
máquina Zeiss 30/30. Las estrellas de referencia fueron tomadas del catá­
logo SAO. Las desviaciones típicas de los residuos en las coordenadas 
standard están comprendidas entre 1! y 1".5. Varias de las componentes po­
eicionadas en este trabajo son estrellas con posición SAO por lo que fue 
posible calcular las diferencias entre nuestros resultados y la posición 
del catálogo. 90% de tales diferencias son Inferiores a 2". Este resultado 
es concordante con las desviaciones tipleas ya mencionadas y es represen­
tativo de la verdadera precisión del catálogo SAO en nuestros dias.

ABSTRACT. One hundred photographie plates obtained at ESO by astronomers 
froro Belgique Royal Obsérvatery have been reduced at La Plata Observaxory. 
The right ascensión limite of the surveyed región are 10 hs. to 24 hs. 
while declination is becween -19° y -40°. About 1260 componente of double 
or múltiple Systems have been positioned with estimated accuracies ranging 
frem ".2 to 1".5. It was not possible to sepárate components closer than 
3", and in these cases positions refer to iho tocen ter. 330 systems are in 
the separation range 3" to 20"; while 84% are double, 13% triples and 3% 
with more than three componentes. To reduce the plates, lt was used the 
linear píate constans method and measurementa were made with a Seise 30/30 
machine. Reference stars were obtained from SAO catalogue. Referenee stars 
standard coordina tes RMS of reeiduale are between 1" to 1" .5. As several 
positioned componente are also SAO stars it is posible to calcúlate the 
differences between our resulte; and SAO positions; about 90% of these 
differences are smaller than 2". Ibis is the same order of magnitud© of 
residuals RMS and is the actual precisión of SAO catalogue in this moment.
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